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TISKOVA ZPRAVA

Nova Laboratof nanotechnologie v UFE AV CR

Nova Laboratof nanotechnologie zahajila provoz v Ustavu fotoniky a elektroniky (UFE)
Akademie véd CR v Praze. Jejiho slavnostniho otevFeni se ve Etvrtek 14. bfezna 2013
zUcastnil predseda AV CR prof. Jifi Draho$ a dalsi hosté z pracovist AV CR a vysokych $kol. Po
privitani Feditelem UFE AV CR doc. Jitim Homolou predstavil tento projekt zastupce feditele
ustavu pro technické otazky Ing. Karel Chadt. PFistrojové vybaveni Laboratore
nanotechnologie se opira o elektronovy litograf a rastrovaci elektronovy mikroskop s
iontovym délem a modulem pro hmotnostni spektrometrii sekundarnich iont( (FIB-SEM-

SIMS).

Vybudovani Laboratore nanotechnologie predstavuje vyznamny moment v moderni historii
UFE AV CR. Cisté laboratoie a moderni nanotechnologické pfistroje umozni védcim z tohoto
Ustavu a také ze spolupracujicich pracovist resit soucasné ambicidzni vyzkumné projekty v
oblasti fotoniky a optoelektroniky i otevtit zcela nové oblasti badani. Elektronovy litograf
pofizeny v rdmci projektu excelence Grantové agentury CR ,Nanobiofotonika pro medicinu
budoucnosti“ se uplatni pfedevsim pro pfipravu a charakterizaci fotonickych a

plasmonickych nanonostruktur pro vyzkum optickych biosenzora.

Védci z UFE AV CR nyni vyvijeji novou generaci biosenzor, jejichZ povrch je tvoren
souborem kovovych ¢astic nanometrovych rozmér(. Tyto struktury dovoli koncentrovat

elektromagnetické pole do objem( srovnatelnych s velikosti molekul, diky tomu pak Ize
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detekovat extrémné nizké koncentrace biologickych latek ¢i pozorovat interakce nizkych
poctl biomolekul. FIB-SEM-SIMS potizeny s finanénim pfispénim AV CR je vicetuéelovy
nanotechnologicky pfistroj, ktery umozni ovliviiovani, zobrazovani a chemickou analyzu
povrch( nanostrukturovanych materialQ s vysokym rozlisenim. Nové mozZnosti ddva tento
pfistroj ve vyzkumu ionizac¢nich a excitacnich procesu pfi interakci iontd s povrchy pevnych
latek, jehoz cilem je zvyseni citlivosti a rozliSovaci schopnosti metody FIB SIMS. Vysoké
rozliSeni je nezbytné naptiklad pro snimani iontovych obraz( pfi¢nych fezl optickych vldken,

kterd jsou na UFE AV CR pfedmétem intenzivniho vyzkumu.
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